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Phasenmessende Deflektometrie (PMD) ist eine etablierte
Methode, die es ermoglicht, mit sehr hoher Genauigkeit die
lokale Neigung von spiegelnden Oberflachen zu messen [1,2].
Wird die globale Hoheninformation benotigt, mussen die so
gewonnenen Neigungsdaten integriert werden. Die erreichbare
Formgenauigkeit ist dadurch stark abhangig von der Qualitat
der Kalibrierung des Sensors.

Wir stellen eine neue holistische Methode vor, die alle Sensor-
parameter in einem einzigen Optimierungsprozess ermittelt.
Ein Zusammenfugen von — in der Praxis meist nur unzureichend
Abb. 1: Typischer Deflektometrie-Messaufbau konsistenten — Einzelschritten ist somit nicht mehr notwendig.
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In einer abschliellenden aulleren Kalibrierung wird die Abb. 3: Ablauf und Prinzip des 2 o K Lage der wahren Kamera K
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Vorteile des neuen Verfahrens

¢ \Verwendung der Sensorkomponenten beim Kalibriervorgang in gleicher Weise wie beim Messvorgang

e benotigt wird nur ein ebener Spiegel, kein spezielles Kalibrierobjekt/ keine Markenmuster erforderlich

e Ermittlung der Kamera-Sichtstrahlen ohne Modellannahmen wie z.B. Lochkamera o.a.

e Kalibrierung durch globalen Optimierungsprozess,kein Zusammenfiigen von eVvtl. inkonsistenten Einzelschritten
e einfache Nachkalibrierung durch den Anwender am Einsatzort moglich

e globale Genauigkeit unabhangig von der Messposition

Messergebnisse

Mit der neuen Kalibriermethode lasst sich die globale
Genauigkeit erheblich verbessern. Abb. 4 zeigt, wie mit
Hilfe des neuen Verfahrens der globale Fehler auf einem
Messfeld von 80 mm x 80 mm im Vergleich zur her-
kommlichen Kalibrierung von ca. 6 ym auf ca. 1,2 um
reduziert werden konnte.

Abb. 4: Hohenergebnis eines ebenen Spiegels (a) Sensor kalibriert nach
der herkbmmlichen Methode (b) Sensor kalibriert mit neuem Verfahren
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